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Przyrzad do badar rentgenostrukturalnych
powierzchni zewnetrznych przedmiotéw walcowych,
zwlaszcza pierScieni wewnetrznych fozysk kulkowych

Przedmiotem wynalazku jest przyrzad do badan rentgenostrukturalnych powierzchni zewnetrznych przed-
miotéw walcowych, zwilaszcza pierscieni wewngtrznych tozysk kulkowych, stanowigcy dodatkowe wyposaze-
nie dyfraktometru. Jest on réwnocze$nie stolikiem przedmiotowym badanych elementéw.

Dotychczas znane i stosowane konstrukcje oprzyrzadowania dyfraktometru zezwalalo na badanie tylko
powierzchni ptaskich prébek np. patenty USA nrt nr 3 600 576, 3 566 112. ,

Celem wynalazku jest przyrzad umozliwiajacy badanie zewnetrznych powierzchni walcowych, a w szcze-
golnosci biezni wewnetrznych piericieni tozysk kulkowych a wigc badanie gotowych wyrobdw.

Istota wynalazku jest przyrzad skladajacy sie z podstawy na ktérej w prowadnicach umieszczone sa prze-
suwne sanki przedmiotowe z utozyskowanym obrotowym stolikiem, na ktérym mocowany jest badany przed-
miot. Przedmiot badany moze by¢ obracany woké6t wiasnej osi obrotu recznie lub za pomoca mechanizmu obro-
towego z nastawiana predkoscia obrotowa. Badana powierzchnia ustalana jest w stosunku do osi wigzki promieni
X poprzez przesuw sanek przedmiotowych do zetkniecia ze zderzakiem sprzegnigtym z dowolnym czujnikiem,
zegarowym lub cyfrowym w korpusie na sankach w prowadnicy podstawy. Zderzak zapewnia ustawienie bada-
nego przedmiotu w polozeniu badania speiniajgcym warunek Braaga., Po ustawieniu powierzchni badanego
przedmiotu wzgledem zderzaka, ktéry ustawiony jest w plaszczyznie biegu promieni rentgenowskich, sanki
przedmiotowe ustala si¢ i blokuje mechanizmem zaciskowym.

Zaletami przyrzadu s3: mozliwo§¢ badan strukturalnych zewnetrznych powierzchni przedmiotéw wal-
cowych, a w szczegblnosci biezni pierscieni wewnetrznych tozysk kulkowych — atwo$§é ustalania badanych
przedmiotéw, mozliwos¢ stosowania réznych gabarytéw, duza dokladnosé ustawiania i pomiaréw badanych
przedmiotéw w stosunku do wiazki promieni rentgenowskich, mozliwo$¢ badan strukturalnych punktowych
i na calej powierzchni walcowej przez obrét badanego przedmiotu za pomoca mechanizmu obrotowego, pow-
tarzalnos¢ ustawienia badanego przedmiotu.
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Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przed-
stawia przyrzad w widoku z boku, a fig. 2 — przyrzad w widoku z géry.

Przyrzad sktada si¢ z podstawy 1, na ktdérej w prowadnicach 2 umieszczone s3 przesuwne sanki przed-
miotowe 3 z utozyskowanym obrotowym stolikiem 4, na ktérym mocowany jest badany przedmiot 5. Przed-
miot 5 moze by¢ obracany wokdét swojej osi recznie lub za pomocg mechanizmu obrotowego 6 z regulowang
predkoscia obrotéw. Powierzchnia badana ustalona jest przy pomocy zderzaka 7 sprzegnigtego z dowolnym
czujnikiem 8 na przyktad zegarowym lub cyfrowym, mocowanym w korpusie 9 na sankach 10 w prowadnicach
podstawy 2. Sanki przedmiotowe 3 po ustawieniu powierzchni badanego przedmiotu 5 wzgledem zderzaka 7
i czujnika 8 blokuje si¢ mechanizmem mimosrodowym 11. Schematyczny bieg promieni rentgenowskich z lam-
py 12 poprzez powierzchni¢ badanego przedmiotu 5 do licznika 13 przedstawiony jest na fig. 2. Opisywany
przyrzagd umozliwia badanie przedmiotéw walcowych do srednicy 180 mm.

Zastrzezenie patentowe

Przyrzad do badari rentgenostrukturalnych powierzchni zewngtrznych przedmiotéw walcowych, zwlaszcza
piericieni wewnetrznych tozysk kulkowych sktadajacy si¢ z podstawy, na ktérej w prowadnicach umieszczone
s3 przesuwne sanki z ufozyskowanym obrotowym stolikiem, na ktérym mocowany jest badany przedmiot,
ktéry moze obraca¢ sig wokot wlasnej osi rgcznie lub za pomoca mechanizmu obrotowego z nastawiang pred-
koscig obrotéw, znamienny tym, ze badana powierzchnia ustalona jest w stosunku do osi wiazki pro-
mieni X przy pomocy zderzaka (7) dotykajacego badanego przedmiotu, sprzegnigtego z dowolnym czujnikiem
'(8) mocowanym w korpusie (9) na sankach (10) w prowadnicach (2), a sanki przedmiotowe (3) po ustawieniu
powierzchni badanego przedmiotu (5) wzgledem zderzaka (7) i czujnika (8) sa ustalane mechanizmem (11).
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